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Пост.ношением Государственного комитета СССР по стандартам от В июня 
1979 г. И* 2091 срои действия установлен

с  01.01.1981 г. 

д о  01.01.1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на фотографические, 
киносъемочные н телевизионные съемочные объективы и устанав­
ливает метод измерения хроматической аберрации увеличения.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Метод измерения хроматической аберрации увеличении в 
заданных точках поля объектива сводится к измерению смеще­
ния в меридиональном направлении изображения короткой тон­
кой щели, расположенной в сагиттальной плоскости, при измене­
нии длины волны света.

1.2. Метод предусматривает измерения в видимой области 
спектра.

2. АППАРАТУРА

2.1. Измерение хроматической аберрации увеличения объекти­
вов, рассчитанных для бесконечности, должно производиться на 
оптической скамье по схеме черт. I, а объективов, рассчитанных 
для работы с конечного расстояния, по схеме черт. 2 или 3.

2.2. Апертурный угол конденсора в пространстве изображений 
должен быть:

больше апертурного угла коллиматора — при измерениях по 
схеме черт. 1;
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Стр. 2 ГОСТ 2ММ— 7V

I — источник счета; 3 — коядеэсор; 3 — монохроматор или набор интерфе­
ренционных фильтров ал* видимой облает» спектра; 4 -  прель; 5 — коллам* 
торный объектии: б — поворот*ий рычаг: 7 — объехтнаодержатель: * — испы­
туемый объектив: 9 — мхмеригильиый микроскоп. 10 — iBsncprxHjn линейна

Черт. I

1 2  ' < 5

I — источник овета: 3 — конденсор; з  — монохроматор «л» набор 
интерференякоияык фильтров для видимой области спектра. 4 
жель. 3 — поперечная линейка в пространстве предметов: б — испы­
туемый объск;нп: 7 — обьиктиводержатжаь: S — измерительный мяк- 
роскоя; 9 — поперечная линейка в пространстве изображений

Черт 2

/  — ист от лик света; 1 — конденсор: 3 — монохроматор или яабор интер­
ференционных фильтров дли видимой области спектра; 1 — щелк; 5 — 
обвективодержатедь; i  — испытуемый объектив: 7 — измерительный микро­

скоп: i  — поперечная линейка; 9 — поворотный рычаг
Черт. 3
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ГОСТ 23698—79 Стр. 3

больше числовой апертуры испытуемого объектива в простран­
стве предметов — при измерениях по схемам черт. 2, 3.

2.3. Световой диаметр коллиматора должен превышать диа­
метр входного зрачка испытуемого объектива (см. черт. 1).

2.4. Монохроматор и интерференционные фильтры не должны 
иметь полуширину полосы пропускания более 15 нм

2.5. Щель 4 (см. черт. 3) должна устанавливаться на каретке, 
снабженной механизмом продольного микрометреииого перемеще­
ния. Погрешность определения положения жаретки не должна быть 
более 0.01 мм.

2.6. Поперечная линейка с измерительным микроскопом долж­
на быть параллельна опорному торну объектннодержателя. 11е- 
параллельность указанных сборочных единиц не должна превы­
шать Г.

2.7. Поперечная линейка в пространстве предметов должна 
быть параллельна поперечной линейке в пространстве изображе­
ний (см. черт. 2 ). Пепзраллельность указанных сборочных единиц 
не должна превышать Г.

2.8. Измерительный микроскоп должен быть снабжен окуляр­
ным микрометром или должен иметь микрометренный механизм 
перемещения микроскопа параллельно фокальной плоскости испы­
туемого объектива.

2.9. Увеличение измерительного микроскопа должно быть не 
менее 100— 150 х .

2.10. Апертура объектива микроскопа А должна быть рассчи­
тана по формуле

/4>sJn(<«>;. 1Х * оA.)t <1)

где (w ^ i)0— половина наибольшего угла поля зрения испытуемо­
го объектива в пространстве изображений,

(О д .)"— апертурный угол испытуемого объектива в прост­
ранстве изображений.

2.11. Щ ель-/ (см. черт. 3) должна находиться на прямой, пер­
пендикулярной к опорному торцу объективодержателя при нуле­
вом положении поворотного рычага и проходящей через верти­
кальную ось вращения рычага. Погрешность положения щели не 
должна превышать Г.

2.12. Механизм продольного микрометренного перемещения 
должен обеспечивать перемещение щели 4 (см. черт. 3) вдоль оп­
тической скамьи в направлении, перпендикулярном к торцу объ- 
ективодержателя при нулевом положении рычага. Погрешность 
не должна превышать З*.

. 32 Зои. 1811



Стр. 4 ГОСТ 2МЗД—79

У  ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

3.1. П о д г о т о в к а  к и з м е р е н и ю  по с х е м е  ч е р т .  1.
3.1.1. Закрепляют испытуемый объектив в объективодержателе 

передней линзой к коллиматору.
3.1.2. Устанавливают объектив так. чтобы центр входного 

зрачка находился вблизи оси вращения поворотного рычага.
3.1.3. Выделяют монохроматором длину волны света, для ко­

торой сделан расчет испытуемого объектива, или устанавливают 
интерференционный фильтр для этой длины волны света.

3.1.4. Устанавливают щель в фокальной плоскости объектива 
коллиматора 5 (см. черт. 1) к уменьшают ее ширину до тех пор, 
пока это не будет вызывать уменьшения ширины изображения 
щели в фокальной плоскости испытуемого объектива.

3.1.5. Фокусируют измерительный микроскоп на плоскость наи- 
лучшего изображения по центру поля объектива.

3.1.6. Устанавливают заданное относительное отверстие.
3.2. П о д г о т о в к а  к и з м е р е н и ю  по с х е м е  ч е р т .2 .
3.2.1. Закрепляют испытуемый объектнз в объективодержа­

теле.
3.2.2. Устанавливают щель, расположенную на поперечной ли­

нейке в пространстве предметов, на расчетном расстоянии минус 
S  от первой линзы объектива. Ширина щели должна выбираться 
по правилу', изложенному в п. 3.1.4.

3.2.3. Далее — по пп. 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6.
3.3. П о д г о т о в к а  к и з м е р е н и ю  по с х е м е  ч е рт .  3.
3.3.1. Проводят по пп. 3.2.1, 3.1.2. /
3.3.2. Устанавливают щель 4 (см. черт. 3) в пространстве 

предметов на расчетном расстоянии минус S  от первой линзы 
объектива. Ширину щели выбирают такой же, как указано в 
п. 3.1.4.

3.3.3. Далее ~  по пп. 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й  н о  с х е м е  ч е р т .  1.
4.1.1. Устанавливают поворотный рычаг с  объективом на 

угол ю ,.
4.1.2. Смещают измерительный микроскоп по поперечной ли­

нейке в плоскости изображения до совмещения изображения 
щели с центром поля зрения микроскопа.

4.1.3. Снимают со шкалы окулярного микрометра или со шка­
лы механизма микрометренного перемещения микроскопа не ме­
нее трех отсчетов , соответствующих положению изображе­
ния щели для каждой последовательно выделенной длины волны 
света из заданной области спектра.
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ГОСТ 2ИМ —19 Стр. 5

4.1.4. Устанавливают поворотный рычаг с объективом на угол 
минус <д>, .

4.1.6. Далее — по п. 4.1.2.
4.1.6. Снимают отсчеты Ьц} по п. 4.1.3.
4.1.7. Повторяют измерения и снимают отсчеты по пп. 4.1.1— 

—4.1.6 для нескольких углов поля зрения объектива ±
4.2. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й  по  с х е м е  ч е р т .  2.
4.2.1. Смещают щель в пространстве предметов по поперечной 

линейке на расстояние у,  .
4.2.2. Далее — по пп. 4.1.2; 4.1.3.
4.2.3. Смещают щель в пространстве предметов по поперечной 

линейке на расстояние минус у, .
4.2.4. Далее — по пп. 4.1.2; 4.1.6.
4.2.5. Повторяют измерения по пп. 4.2.1—4.2.4 для нескольких 

точек поля зрения объектива ±  у,  .
4.3. П р о в е д е н  не  и з м е р е н и й  по с х е м е  ч е р т .  3.
4.3.1. Смещают щель от объектива в пространстве предметов 

вдоль оптической скамьи на расстояние , связанное с y t за­
висимостью

где L  — расстояние щели до оси вращения поворотного рычага 
при его нулевом положении;

о — угол поворота рычага с испытуемым объективом, соот­
ветствующий точке поля зрения объектива и определяе­
мый по формуле

4.3.2. Устанавливают поворотный рычаг с объективом на 
угол о .

4.3.3. Далее — по пп. 4.1.2, 4.1.3.
4.3.4. Устанавливают поворотный рычаг с объективом на угол 

минус а  .
4.3.5. Далее — по пп. 4.1.2, 4.1.6.
4.3.6. Повторяют измерения по пп. 4.3.1—4.3.5 для нескольких 

точек поля зрения объектива ±  у , .

5.1. Вычисляют хроматическую аберрацию увеличения для 
каждой длины волны kj  в заданных точках поля зрения объек­
тива ±  а>{ ( ± у { ).

(3 )

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
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Стр. 6 ГОСТ 23698—79

5.1.1. При измерении с окулярным микрометром 
кую аберрацию увеличения определяют по формуле

I , - * « , ) +  -  W 1"
Ул-УаГ -------------- 2— 1----------- •

хроматичес-

(4)

где о а - — вычисленное среднеарифметическое значение отсче­
та по шкале окулярного микрометра в точке поля зре­
ния объектива со, (у , ) для длины волны X, ; 

я п в то же. для длины волны Х0 ;
b n t — то же, в точке поля зрения объектива — и, (—у ,  ) 

для длины волны Ху ;
Ь — то же, для длины волны X* ;

гг — цена деления шкалы окулярного микрох»етра с учетом 
увеличения мнкрообъектива, мм.

5.1.2. При измерении с механизмом микромстренного переме­
щения измерительного микроскопа хроматическую аберрацию уве­
личения определяют по формуле

<=)

где at\j — вычисленное среднее арифметическое значение отсче­
та по шкале механизма микрометренного перемеще­
ния измерительного микроскопа для длины волны 
Х; в точке поля зрения объектива +  <*>; ( +  у, ) ,  мм; 

a a t т о  же, для длины волны Х0, мм;
F a ,  — то же, в точке поля зрения объектива — (—у , )

для длины волны Ху , мм; 
b а0 — то же. для длины волны Х„ . мм.

П р и м е ч а н и е .  При вычислениях необходимо использовать правило знаков 
по ГОСТ 7427 76.

5.2. Результаты измерений и вычислений оформляют в виде 
табл. 1 и 2 обязательного приложения.

5.3. Инструментальная погрешность измерения не должна пре­
вышать 0,002 мм.
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